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Disertacni prace je zamefena na studium tenkych vrstev mikrokrystalickeho kfemiku
s ohledem na jeho strukturu a vlastnosti vyuzitelne pro solarni clanky. Tema prace patfi mezi
vysoce aktualni a prestizni oblasti mezinarodniho vyzkumu. Pro studium byly vybrany vzorky
materialu pfipravene za zvolenych depozicnich podminek na ruznych pracovistich. Analyza
vrstev pfipravenych na jednotlivych pracovistich na jednu stranu muze pfinest komplikace
vlivem rozdilnych depozicnich aparatur, ale na druhou stranu muze vest kzobecneni poznatku,
Vysledky prace naznacuji, ze pouziti vzorku z ruznych pracovist' nebylo na zavadu. Studie se
zabyva morfologii povrchu vrstev s durazem na rust mikrokrystalicke faze. Tyto analyzy
umoznily vypracovat pfedstavu o vzniku a rustu krystalickych zm. Bylo vyuzito pomerne nove
techmky pro mefeni lokalni vodivosti s vyuzitim rastrovaci sondove mikroskopie. Autor take
poukazal na vliv hranic zm na vodivostni charakteristiky materialu a na zaklade analyzy
strukturnich a transportnich vlastnosti vrstev vymezil podminky pro eliminaci velkych rozhrani
mezi zmy. Zabyval se take vnitfnim pnutim v tenkych vrstvach. Pro serie vzorku s cilene
defmovanymi tlousfkami, teplotou substratu a smesnymi podily analyzoval vodivostni
charakteristiky, podil krystalinity, absorpcni koeficient, morfologii povrchu (RMS drsnost),
ambipolarni difiizni delku, vodivostni pfedfaktor a aktivacni energii pro kazdy ze vzorku. Tyto
analyzy mu umoznily vymezit typicke projevy pfi vzniku mikrokrystalicke faze a vybrat
optimalni podminky pfi pfipravu vrstvy s ohledem na vodivostni charakteristiky.

Disertacni prace ma phmefeny pocet stran (159) a je rozdelena do 6-ti kapitol; pouziva
celkem 204 odkazu. Po kratkem uvodu nasleduje strucny popis technologii na pfipravu vrstev a
metody pro jejich charakterizaci (31 stran). Zvlastni pozornost je venovana mikroskopii
atomarnich sil (AFM). Kapitola 3 (29 stran) je venovana vlastnim vysledkum zamefenym na
studium mikrokrystalickeho kfemiku pomoci AFM Kapitola 4 obsahuje stezejni vysledky a je
zamefena na vlastnosti vrstev (52 stran). Vysledky jsou diskutovany v kap. 5 a kap.6 (Zaver)
obsahuje vycet dosazenych poznatku. Prace napsana v anglictine je pfehledna, velice dobfe
graficky zpracovana a bez vaznejsich formalnich chyb. Autor pracoval cilene, pouzil spravne
metody a postupy. Z rozsahu disertacni prace je patrny uctyhodny objem analyz a ziskanych
vysledku, o cemz svedci take cetne publikace autora v mezmarodnich casopisech a konferencnich
sbomicich; celkem 48 publikaci. Prace pfinasi fadu novych vedeckych poznatku, ktere budou
dale rozvijeny a jiste prispeji k novym aplikacim pfi konstrukci solarnich clanku, ale take dalsich
elektronickych a optoelektronickych prvku.



K praci mam nasledujici pfipominky a dotazy;
str.3 a dalsi: fyzikalni veliciny cas / a tloust'ka vrstvy d musi byt psany kurzivou.
str, 16, rovnice (2.2), podil na prave strane rovnice musi byt vynasoben jeste hodnotou
100, aby udaj mohl byt uvaden v procentech.

- str.66, Fig. 3.23: Chybi odkaz na cast (b),
V praci bych uvital podrobnejsi popis pouzitych technologickych zafizeni a popis
pfipravy vrstev. Lze ocekavat, ze specifika aparatur (napf. geometncky faktor) a pfipravy
vrstev ovlivni vlastnosti deponovaneho materialu.
Jake informace ma autor o pfiprave substratu s ohledem na kontaminaci substratu a
zlepseni adheze vrstev?
Jak byly depozicni aparatury pfipravovany pfed depozici (zakladni vakuum, desorpce
plynu)?
Jaka byla reprodukovatelnost pfipravovanych materialu na jednotlivych aparaturach?
Proc nebyly vrstvy deponovany take na n- a p-typ amortniho kfemiku (viz p-i-n
struktura)?

Pfedlozena prace se mi velice libila. Disertacni prace prokazuje pfedpoklady autora
k samostatne tvofive praci, dale splnuje kriteria kladena na disertacni praci a doporucuji ji tedy
k obhajobe. Za pfedpokladu uspesneho prubehu oponentniho fizeni, doporucuji udelit
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